
最新のハイパワーデバイスの高速パルス測定を実現する

Application Brief 

1

世界的なグリーンイニシアチブと省エネルギー基準によって、エンジニアはより効率的な半導

体デバイスや IC の設計を求められており、その際自己発熱の影響を受けないデバイス固有の特性

測定が重要になります。DC機能しかもたない測定器はデバイスへ十分なパワーを供給してしまい、

その特性を変えてしまいます。この問題に対する解決はパルス特性評価です。

パルス印加を行う場合には高速測定が要求されます。従来の精密SMU（ソースメジャーユニット）

は積分型 AD コンバータを使っています。それは高確度や優れたノイズ耐性がある反面、高速デジ

タイズや波形キャプチャには適しません。それらのアプリケーション向けに、ケースレー 2651A

型ハイパワーソースメータ ®は２つの高速ADコンバータを装備し、電流と電圧を同時に測定します。

これらの AD コンバータはオシロスコープのようにサンプリング技術を用い、信号の経時スナップ

ショットを撮ります。2651A の各 AD コンバータは、一般的なオシロスコープの 8 ビットよりもは

るかに高い 18 ビット分解能で 1MHz 迄のレートでサンプリングでき、その帯域でより精密な過渡

特性評価が行えます。信号印加とは非同期に測定できるため、2651A は多くの波形キャプチャや過

渡特性評価アプリケーションに理想的です。

2651A を高速パルス測定
に使う

図１は被試験デバイスに最

適なタイミングとパルス発生

をするための設定変数を示し

ています。図２は 2651A が生

成するパルス信号と測定の例

を５つ示しています。

図１：2651A を使いパルスを精密に指定

図２a：パルスのトップで測定
図２b：パルスのトップでスポット平均を測定
図２c：パルス全体をデジタイズ
図２d：パルス発生前に測定開始
図２e：パルス終了後に測定開始
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パルスのトップをデジタ
イズ

パルスのトップで測定電圧

の傾きを評価することは、パ

ワーダイオードや LED の熱イ

ンピーダンスのようなアプリ

ケ−ションで重要です。この機

能はパルス振幅の平坦度を評

価するのにも有用です。2651A

は、信号印加と同期して測定

が行われるときに、パルスの

トップをデジタイズできま

す。図３に抵抗を使った結果

のサンプルを示します。

パルスのトップでスポッ
ト平均を測定する

サンプルデータを平均化し

確度を向上させるのに解析ソ

フトがしばしば使われます。

2651A を使えばその必要はあ

りません。平均およびメジア

ンフィルタにより、スポット

平均が自動的に返されます。

試験結果サンプルを図３に示

します。

立上がり／立下がりの両
エッジを含むパルス全体
をデジタイズ

パルスがデバイスやシステ

ムを通過してどのように伝達

されるかを評価することは有

益です。これらのアプリケー

ションでは、立上がり／立下

がりの両エッジを含むパルス

全体をデジタイズすることが

要求されます。2651A は信号

印加動作とは非同期に測定で

きるので、この要求を満たし

ます。

図４：パルス全体をデジタイズした結果（ 0.1 Ω抵抗負荷を使用 ）

図３：パルスのトップをデジタイズしパルストップのスポット平均を測
定した結果
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プリパルス特性評価：パル
ス前に測定をトリガ

パルスはデバイスへパワース

トレスを与えるのに使えます。

ストレス印加前のデバイス状態

を把握することは有用です。こ

れはゼロではないアイドルレベ

ルをもつパルスをプログラム

し、パルスストレス前に測定を

トリガすることで行えます。

ポストパルス特性評価：パ
ルス後に測定をトリガ

デバイスにストレスを与える

のにパルス試験を用いる時、ス

トレス印加終了後にデバイスの

特性を評価しなければなりませ

ん。これは、パルス後に所定の

試験電圧・電流を印加して行わ

れます。その試験レベルはデバ

イスへ余分な熱的・電気的スト

レスを与えないよう選びます。

測定はゼロではないアイドルレ

ベルをもつパルスを印加して行

えます。2651A はデバイスがス

トレスからどのように回復する

かを調べるのにも使われます。

図６：ポストパルス特性評価結果（ 0.5 Ω抵抗負荷を使用 ）

図５：プリパルス特性評価結果（ 0.5 Ω抵抗負荷を使用 ）
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精密パルス印加と高速測定

2651A は最小 100 μ s のパルスや

必要とされるカスタムパルスを正

確に印加＆測定し、試験中の無用

な自己発熱を最小におさえます。

カスタムパルスは 100 μ s 〜 DC、

デューティ比 1％〜 100％で設定で

きます。ケースレーの TSP® Express

ソフトウェアは 2651A 内で動作す

る簡単なアプリケーションですが、

パルスをプログラムし高速 18 ビッ

ト AD コンバータで測定するのにも

使われます。図７に TSP® Express

ソフトウェアの設定画面例を示し

ます。

加えて、ユーザはパルス信号を

正確なタイミングで測定できるだ

けでなく、パルス前、パルス中、

パルス後などのように印加動作と

は非同期に測定することもできま

す。

むすび

2651A を使うとより詳細なパルス波形測定が行えます。今までのソースメジャーユニットでは行

えなかった様々な過渡特性の評価に使えます。

本稿で考察した測定の実施方法に関する詳細は、当社アプリケーションノート「Measuring 

Pulsed Waveforms with the High Speed Analog-to-Digital Converter in the Model 2651A 

High Power System SourceMeter Instrument.」をご参照ください。

図７：TSP®Express ソフトウェアを使いパルスを設定し、高速 AD
コンバータで素早く測定。


